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Dziatalno$¢ prowadzona / ) ’ A ) .
Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of mesurand”

Activity conducted <e
7.01 napigcie DC
w statej lokalizacji (S) i/lub 7.02 prad DC
poza nig (P) / at permanent 7.03 napigcie AC
location (S) and/or outside 7.04 prad AC
of permanent location (P) 7.05 rezystancja DC

7.06 rezystancja AC
7.07 impedancja
7.08 indukcyjnos¢
7.09 pojemnos¢
7.12 moc DC
7.13 moc AC
7.15 elektryczna symulacja wielkosci
8.01 wielkosci elektryczne w.cz.
10.01 czas (przedziat czasu)
10.02 czestotliwos¢
14.02 wilgotnos¢ wzgledna
16.01 wielkosci optoelektroniczne
17.01 cisnienie
19.01 temperatura (termometria elektryczna)

Wersja strony/Page version: A
7 Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej

ul. Szachowa 1, 04-894Warszawa

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:jias::e Metoda pomiarowa
CMC i
Napigcie DC
- mierniki napiecia cyfrowe i analogowe 0mV -+ 10 kV S,P LMEEiO/2, LMEEIO/3,
- multimetry LMEEIiO/5, LMEEiO/28,
- skopometry (0+1)mv 0,006 % + 0,02 pv LMEEIiO/33, LMEEiO/35,
- karty multimetrowe (1+10) mv 0,0017 % LMEEIiO/42, LMEEiO/45,
- kalibratory (10 + 100) mV 0,0007 % LMEEiO/53
- zrédta napiecia statego 100 mV +20 V 0,0004 %
- zasilacze (20 + 1000) V 0,0006 %
- mierniki (mostki) RLC
- dzielniki napiecia
- sondy pomiarowe
- analizatory parametrow i uszkodzen linii S
- prébniki przebicia S,P
- mierniki (testery) parametréow
instalacji elektrycznych
- obciazenia elektroniczne
- mierniki mocy w.cz.
- mierniki (testery) parametrow instalacji (1+10) kV 0,05 % LMEEiO/28, LMEEiO/35
elektrycznych
- zasilacze
- testery bezpieczenstwa elektrycznego
- probniki przebicia
- oscyloskopy 1mV+222V 0,03 % + 30 pV LMEEiO/13
- karty oscyloskopowe
- wewnetrzne zrédto odniesienia (0+10)V 0,001 %
w oscyloskopach
Prad DC
- mierniki pradu cyfrowe i analogowe 0pA+1000 A S,P LMEEiO/2, LMEEIO/3,
- multimetry (0 +100) uA 0,004 % + 0,02 nA LMEEIiO/5, LMEEiO/28,
- mierniki (testery) parametréw instalacji 100 pA+10 A 0,002 % LMEEIiO/35, LMEEiO/42,
elektrycznych (10+ 100) A 0,008 % LMEEiO/45, LMEEiO/53
- skopometry (100 + 500) A 0,01 %
- karty multimetrowe (500+ 1000) A 0,2%
- analizatory parametrow i uszkodzen linii S
- mierniki ceggowe S,P
- zrédta pradu statego
- zasilacze
- wzmachiacze pradu
- sondy pradowe
- obciazenia elektroniczne
- zrédta pradu statego
- wzmachiacze pradu
Napigcie AC
- mierniki napigecia cyfrowe i analogowe 100 pV + 10 kV S,P LMEEiO/2, LMEEiO/3,
- multimetry f=10 Hz + 40 Hz LMEEiO/5, ,LMEEiO/28,
- mierniki (testery) parametrow instalacji 100 pV + 1 mV 0,4 % LMEEiO/32, LMEEIiO/33,
elektrycznych (1+10) mv 0,07 % LMEEiO/35, LMEEiO/42,
- skopometry 10mV+20V 0,013 % LMEEIiO/43, LMEEiO/45
- karty multimetrowe (20 + 1000) V 0,015 % LMEEiO/53
- kalibratory
- zasilacze f =40 Hz +20 kHz
- prébniki przebicia 100 uV + 1 mVv 0,15 %
- testery bezpieczenstwa (1+10) mv 0,04 %
elektrycznego (10 + 200) mV 0,011 %
- mierniki (mostki) RLC 200mV+20V 0,006 %
- mierniki (mostki) impedancji (20 + 200) V 0,008 %
- dzielniki napigcia (200+ 1000) V 0,014 %
- sondy pomiarowe
- analizatory parametréow i uszkodzen linii f =20 kHz + 50 kHz S
- testery radiokomunikacyjne 100 uV + 1 mVv 0,16 % S,P
- mierniki mocy w.cz. (1+10) mv 0,05 %
- generatory w.cz. (10 +100) mV 0,02 %
- obciazenia elektroniczne 100 mvV+10V 0,008 %
(10 + 100) V 0,009 %
(100+ 1000) V 0,02 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:jias::e Metoda pomiarowa
CMC i
- mierniki napiecia cyfrowe i analogowe f =50 kHz + 100 kHz S,P LMEEiO/2, LMEEIO/3,
- multimetry 100 pV + 1 mV 0,7 % LMEEiO/5, ,LMEEiO/28,
- mierniki (testery) parametréw instalacji (1+10) mv 0,12 % LMEEiO/32, LMEEiO/33,
elektrycznych (10 + 100) mV 0,07 % LMEEiO/35, LMEEiO/42,
- skopometry 100 mvV+10V 0,012 % LMEEIiO/43, LMEEiO/45
- karty multimetrowe (10+100) V 0,018 % LMEEIO/53
- kalibratory (100 + 750) V 0,08 %
- zasilacze
- probniki przebicia f=(100 + 300) kHz
- testery bezpieczenstwa 100 uV + 1 mVv 0,7 %
elektrycznego (1+10) mv 0,25 %
- mierniki (mostki) RLC (10 + 100) mV 0,15 %
- mierniki (mostki) impedancji 100 mvV+10V 0,04 %
- dzielniki napigcia (10 + 100) V 0,12 %
- sondy pomiarowe
- analizatory parametréw i uszkodzen linii f=300 kHz + 1 MHz S
- testery radiokomunikacyjne (1+10) mv 0,48 % S,P
- mierniki mocy w.cz. (10 + 100) mV 0,36 %
- generatory w.cz. 100 mvV+10V 0,21 %
- obciazenia elektroniczne (10 + 100) V 1,3 %
- mierniki (testery) parametrow instalacji f=(50 + 60) Hz LMEEiO/28, LMEEiO/35
elektrycznych (1+10) kv 0,1 %
- testery bezpieczenstwa
- probniki przebicia
- zasilacze
- oscyloskopy 4,44 mV + 556 V LMEEIO/13
- skopometry (wartosci miedzyszczytowe 50 kHz + 10 MHz 1,8 %
sygnatu sinusoidalnego) o impedancji
wejsciowej: 50 Q 4,44 mV + 5,56 V
o impedanciji wejsciowej: 50 Q i 1 MQ 100 mHz + 100 MHz 1,8 %
(nieréwnos¢ charakterystyki 4,44 mV +5,56 V
czestotliwosciowej odniesiona (100 + 300) MHz 2,4 %
do wskazaniaw pasmie 50 kHz + 50 MHz) 4,44 mV + 5,56V
- karty oscyloskopowe (300 + 550) MHz 29 %
4,44 mV + 2,224V
550 MHz + 3 GHz 41 %
22,24mV + 2,224V
(3 +6) GHz 5,8 %
22,24 mV + 2,224V
(6 + 10) GHz 5,5 %
22,24 mV + 2,224 V
(10 + 12,4) GHz 6,3 %
22,24 mV + 2,224V
(12,4 + 20) GHz 8,6 %
- zrédta sinusoidalnych sygnatow 1mV 20 Hz + 50 kHz S LMEEiO/10
pomiarowych (generatory napiecia) 0,16 %
(50 + 100) kHz
wyjscie asymetryczne: 0,25 %
(1+30) mv 20 Hz + 50 kHz
1mV + 1000 V 0,02 %
(0; 50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; (50 + 100) kHz
0,05 %
30 mV+100V 20 Hz + 50 kHz
wyjscie symetryczne: 1 mV + 10V 0,03%
(0; 100; 124; 135; 150; 600) Q (50 + 100) kHz
0,05 %
(100 +1000) V 20 Hz + 50 kHz
0,03 %
(50 +100) kHz
0,05 %
- mierniki napiecia 1mV 20 Hz + 30 kHz LMEEiO/11
wejscie asymetryczne: 1 mV + 100 V 0,72 %
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; (30 +100) kHz
wysokoomowe; 0,81%
wejscie symetryczne: 1 mV + 10 V
(100; 124; 135; 150; 600) Q; (1+10) mv 20 Hz + 30 kHz
wysokoomowe; 0,10%
(30 + 100) kHz
0,18%
(10 +100) mV (20 + 30) Hz
0,04%
30 Hz + 30 kHz
0,07%
30 kHz + 100 kHz
0,15%
Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
Niepewnos¢é Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzji al Metoda pomiarowa
CMC i
- mierniki napigcia 100mvV+10V 20 Hz + 30 kHz S LMEEiO/11
wejscie asymetryczne: 1 mV + 100 V 0,02%
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; (30 + 100) kHz
wysokoomowe; 0,04%
wejscie symetryczne: 1 mV + 10V (10 +100) V 20 Hz + 30 kHz
(100; 124; 135; 150; 600) Q; 0,03%
wysokoomowe; (30 + 100) kHz
0,04%
poziom napiecia -60 dB 20 Hz + 50 kHz LMEEiO/10, LMEEiO/42
(napiecie odniesienia 0,7746 V) 0,017 dB
(50 +100) kHz
- zrédta sinusoidalnych sygnatow 0,025 dB
pomiarowych (generatory poziomu)
-50 dB 20 Hz + 50 kHz
wyjscie asymetryczne: 0,007 dB
(-60 + +30) dB, (50 +100) kHz
(0; 50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; 0,015dB
wyjscie symetryczne: -40 dB 20 Hz + 50 kHz
(-60 + +30) dB 0,004 dB
(0; 100; 124; 135; 150; 600) Q; (50 +100) kHz
0,012 dB
(-30 + 30) dB 20 Hz + 50 kHz
0,001 dB
(50 + 100) kHz
0,004 dB
wyjscie asymetryczne: (-60 + 0) dB 100 kHz + 32 MHz
-60 dB + 0 dB, 0,10 dB
(50; 75) Q;
- mierniki poziomu -60 dB 20 Hz + 100 kHz LMEEiO/11, LMEEiO/42
(napigcie odniesienia 0,7746 V) 0,080 dB
wejscie asymetryczne -50 dB 20 Hz + 100 kHz
-60 dB + +30 dB 0,029 dB
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q;
wysokoomowe; -40 dB 20 Hz + 100 kHz
0,011 dB
wejscie symetryczne:
-60 dB + +30 dB (-30 + 30) dB 20 Hz + 30 kHz
(100; 124; 135; 150; 600) Q; 0,003 dB
wysokoomowe;
(30 + 100) kHz
0,005 dB
wejscie asymetryczne: (-60 + 0) dB 100 kHz + 32 MHz
-60 dB + 0 dB, 0,10 dB
(50; 75) Q;
Prad AC
- mierniki pradu analogowe i cyfrowe 10 pA+ 1000 A S,P LMEEIO/2, LMEEiO/3
- multimetry f=(10+ 300) Hz LMEEiO/5, LMEEiO/28
- kalibratory (10 + 200) A 0,027 % LMEEiO/35, LMEEiO/45
- mierniki (testery) parametréw instalacji 200 pA + 200 mA 0,022 % LMEEIiO/53
elektrycznych 200mA=+2A 0,044 %
- zasilacze (2+10) A 0,066 %
- mierniki cegowe
- mierniki (mostki) RLC f=300 Hz + 1 kHz
- mierniki (mostki) impedancji (10 + 200) A 0,022 %
- wzmacniacze pradu 200 A+ 2 A 0,016 %
- symulatory pradu uptywu (2+10) A 0,066 %
- sondy pradowe
- obciazenia elektroniczne f=(1+5)kHz
(10 + 200) A 0,046 %
200 pA + 2 mA 0,036 %
(2+20) mA 0,030 %
(20 + 200) mA 0,027 %
200mA+2A 0,036 %
(2+10) A 0,08 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:jias::e Metoda pomiarowa
CcMC :
- mierniki pradu analogowe i cyfrowe f=(5+10) kHz S,P LMEEiO/2, LMEEiO/3
- multimetry 10 uA+ 2 mA 0,21 % LMEEIiO/5, LMEEiO/28
- kalibratory (2+20) mA 0,19 % LMEEiO/35, LMEEiO/45
- mierniki (testery) parametrow instalacji (20 + 200) mA 0,14 % LMEEiO/53
elektrycznych 200mA=+2A 0,21 %
- zasilacze (2+10) A 0,08 %
- mierniki cegowe
- mierniki (mostki) RLC f=(10 + 20) kHz
- mierniki (mostki) impedancji (1+10)A 0,4 %
- wzmachiacze pradu
- symulatory pradu uptywu f=(45+ 400) Hz
- sondy pradowe (10 +100) A 0,065 %
- obciazenia elektroniczne
- kalibratory f=(10 + 20) kHz LMEEiO/3, LMEEiO/5
- zasilacze (0,1 +100) mA 0,1 % LMEEIiO/28, LMEEiO/35
- mierniki (mostki) RLC 100mA+1A 0,4 % LMEEIiO/45, LMEEiO/53
- mierniki (mostki) impedancji
- wzmachiacze pradu f=400 Hz + 1 kHz
- obciazenia (10 +100) A 0,08 %
- sondy pradowe
f=(1+10) kHz
(10 +20) A 0,08 %
f= (45 + 400) Hz
(100 + 300) A 0,5 %
f=(50 + 60) Hz
(100 + 500) A 0,05 %
- mierniki cegowe f=(45+400) Hz LMEEiO/2, LMEEiO/45
- sondy pradowe (100 + 1000) A 0,2 %
- obciazenia
- testery wytacznikow RCD f=50 Hz LMEEiO/35
(3 +3000) mA 1%
- mierniki pradu uptywu f=50 Hz
15 uA-4mA 0,1 %
4 mA +1000 mA 0,03 %
wspoétczynnik THD U LMEEiO/50
-analizatory jakosci energii 0-540 % 0,1 %
(f =50 Hz)
wspotczynnik THD |
-analizatory jakosci energii 0-540 % 0,1 %
(f =50 Hz)
wyzsze harmoniczne pradu
-analizatory jakosci energii 0-20A 0,1%
(f = 50Hz) do 31 harmonicznej
wyzsze harmoniczne napigcia
-analizatory jakosci energii 0-400 A 0,1%
(f =50 Hz) do 31 harmonicznej
prady i napiecia w warunkach asymetrii
zasilania
-analizatory jakosci energii 15%(0 — 400 V) 0,05%

(f =50 Hz)

Rezystancja DC

- rezystory state

- rezystory regulowane/dekadowe

- kalibratory

- mierniki rezystancji

- multimetry

- mierniki rezystancji izolacji

- mierniki (mostki) RLC

- mostki stalopradowe

- mierniki rezystancji uziemienia

- mierniki skutecznosci uziemienia

- mierniki (tester) parametrow instalacji
elektrycznych (teletechnicznych)

- oscyloskopy

- skopometry

- boczniki

- karty multimetrowe

- karty oscyloskopowe

- obciazenia elektroniczne

- analizatory parametréow i uszkodzen linii

0Q+1TQ
(0 +0,0001) Q
(0,0001 < 0,001) Q
(0,001 +-0,01) Q
0,01 Q + 100 kQ
100 kQ + 1 MQ
(1 +100) MQ
100 MQ+ 1 GQ
(1+10) GQ
10G6Q+1TQ

0,02 % + 0,02 uQ
0,002 %
0,0005 %
0,0002 %
0,0006 %
0,002 %
0,015 %
0,12 %
0,5%

S,P LMEEiO/2, LMEEiO/3
LMEEiO/4, LMEEiO/5
LMEEiO/13, LMEEIO/35
LMEEiO/42, LMEEIiO/45,
LMEEiO/53
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:jias::e Metoda pomiarowa
CcMC i
Rezystancja AC
- rezystory wzorcowe 0,001 Q + 10 MQ S, P LMEEIiO/5, LMEEiO/14,
- rezystory regulowane/dekadowe f=1kHz LMEEiO/35, LMEEiO/53
- wzorce rezystancji (0,001 +1)Q 0,08 %
- boczniki (1+100)Q 0,03 %
- mostki (mierniki) RLC 100Q + 1 MQ 0,02 %
- mostki (mierniki) impedancji (1+10) MQ 0,12 %
- mierniki rezystancji
- mierniki (testery) parametrow f=(40 + 100) Hz
instalacji elektrycznych (0,01 +1)Q 0,08 %
- mierniki rezystancji petli zwarcia (1+10)Q 0,07 %
- obciazenia elektroniczne (10 +100) Q 0,06 %
100 Q + 10 kQ 0,05 %
(10 + 100) kQ 0,06 %
100 kQ + 1 MQ 0,09 %
(1+10) MQ 0,45 %
f=100 Hz + 1 kHz
(0,01 +1)Q 0,08 %
(1+10)Q 0,05 %
(10 +100) Q 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,04 %
100 kQ + 1 MQ 0,05 %
(1+10) MQ 0,23 %
f=(1+3)kHz
(0,01+1)Q 0,13%
(1+10)Q 0,09 %
(10+ 100) @ 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,04 %
100 kQ + 1 MQ 0,05 %
(1+10) MQ 0,23 %
f=(3+6)kHz
0,01 +1)Q 0,23 %
(1+10)Q 0,09 %
(10+100) Q 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,08 %
100 kQ + 1 MQ 0,13 %
(1 +10) MQ 0,67 %
f=(6+10) kHz
0,01 +1)Q 0,23 %
(1+10)Q 0,17 %
(10 +100) Q 0,07 %
100 Q + 10 kQ 0,05 %
(10 + 100) kQ 0,19 %
100 kQ + 1 MQ 0,33 %
f=(10 + 20) kHz
(1+10)Q 0,25 %
(10 +100) Q 0,09 %
100 Q + 10 kQ 0,07 %
(10 + 100) kQ 0,29 %
100 kQ + 1 MQ 0,53 %
f=(20 + 50) kHz
(1+10)Q 0,37 %
(10 +100) Q 0,13 %
100 Q + 1 kQ 0,10 %
(1+ 10) kQ 0,12 %
f=(50 + 100) kHz
(1+10)Q 0,77 %
(10 +100) Q 0,26 %
100 Q + 1 kQ 0,20 %
(1+10) kQ 0,23 %
Impedancja
- wzorce impedancji f=1kHz S,P LMEEiO/14
(1+10)Q 0,03 %
(10 +100) Q 0,03 %
100 Q + 100 kQ 0,02 %
100 kQ + 1 MQ 0,02 %
(1+10) MQ 0,12 %
[ 0,01°
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:jias::e Metoda pomiarowa
CMC i
Impedancja
- wzorce impedancji f=(40+ 100) Hz S,P LMEEIiO/14
0,1+1)Q 0,21 %
(1+10)Q 0,07 %
(10 +100) Q 0,06 %
100 Q + 10 kQ 0,05 %
(10 + 100) kQ 0,06 %
100 kQ + 1 MQ 0,09 %
(1+10) MQ 0,45 %
@ 0,04 °
f=(100 + 250) Hz
(1+10)Q 0,06 %
(10 +100) Q 0,05 %
100 Q + 10 kQ 0,04 %
(10 + 100) kQ 0,05 %
100 kQ + 1 MQ 0,07 %
(1+10) MQ 0,34 %
¢ 0,03°
f=250 Hz + 1 kHz
1+10)Q 0,05 %
(10 +100) Q 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,04 %
100 kQ+ 1 MQ 0,05 %
(1+10) MQ 0,23 %
@ 0,02°
f=(1+3) kHz
1+10)Q 0,09 %
(10 +100) Q 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,08 %
100 kQ + 1 MQ 0,13 %
(1+10) MQ 0,67 %
[ 0,02°
f = (3:6) kHz
(1+10)Q 0,09 %
(10 +100) Q 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,04 %
100 kQ + 1 MQ 0,05 %
(1+10) MQ 0,23 %
[ 0,02°
f=(6+ 10) kHz
(1+10)Q 0,17 %
(10 +100) Q 0,07 %
100 Q + 10 kQ 0,05 %
(10 + 100) kQ 0,19 %
100 kQ + 1 MQ 0,33 %
) 0,04 °
f=(10 + 20) kHz
(1+10)Q 0,25 %
(10 +100) Q 0,09 %
100 Q + 10 kQ 0,07 %
(10 + 100) kQ 0,29 %
100 kQ+ 1 MQ 0,53 %
@ 0,06 °
f=(20 + 30) kHz
(1+10)Q 0,37 %
(10 +100) Q 0,13 %
100Q + 1 kQ 0,10 %
(1+10) kQ 0,12 %
@ 0,09 °
f=(50 + 100) kHz
(1+10)Q 0,77 %
(10 +100) Q 0,26 %
100Q + 1 kQ 0,20 %
(1+ 10) kQ 0,23 %
[ 0,20 °
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:ji:fe Metoda pomiarowa
CMC i
- mierniki (mostki) impedancji f=1kHz S,P LMEEiO/5
90 Q + 900 kQ 0,02 %
) 0,01°
f=100 kHz
90 +9kQ 0,2 %
) 0,2°
- mierniki impedancji petli zwarcia f=50 Hz LMEEiO/35
- mierniki (testery) parametréw instalacji 01+1)Q 0,3 %
elektrycznych 1Q0+1kQ 0,05 %
Indukcyjnosé
indukcyjno$é wiasna 1uH +10 H S,P LMEEIiO/5, LMEEiO/14
- cewki wzorcowe state f=1kHz
- cewki wzorcowe regulowane (1+10) pH 0,06 uH
- mostki (mierniki) RLC (10 + 50) uH 0,07 uH
- mostki (mierniki) impedancji 50 pH + 1 mH 0,06 %
- multimetry 1mH+1H 0,03 %
- mierniki (mostki) indukcyjnosci
f=(40 + 55) Hz
300 uH +1 mH 0,6 %
(1+90) mH 0,12 %
90mH+10H 0,07 %
f=55Hz+ 6 kHz
(10 +100) uH 0,07 %
100pH+1H 0,04 %
f=55Hz+1kHz
(1+10)H 0,04%
f=(6+10) kHz
(10 +100) puH 0,08 %
100pH+1H 0,05 %
f=(10 + 20) kHz
(10 +100) puH 0,09 %
100 pH + 100 mH 0,07 %
f = (20 + 50) kHz
10 uH =10 mH 0,1 %
f=(50 +100) kHz
10 yH + 10 mH 0,2 %
Pojemnos¢
pojemnosc¢ elektryczna 0,001 pF + 110 mF S,P LMEEIiO/5, LMEEiO/14
LMEEiO/42
- kondensatory wzorcowe state f=1kHz
- kondensatory regulowane 0,001 pF 0,00016 pF
- kondensatory dekadowe 0,1 pF 0,01 %
- mostki (mierniki) RLC 1 pF 0,01 %
- mostki (mierniki) impedancji 10 pF 0,003 %
- multimetry 100 pF 0,003 %
- mierniki (mostki) pojemnosci 1000 pF 0,003 %
- analizatory parametrow i uszkodzen
linii S
f=40 Hz + 1 kHz S, P

0,001 pF + 1 uF 0,01 % + 0,00003 pF
(1+10) pF 0,02 %
(10 = 100) uF 0,04 %
f=(1+6) kHz

0,2 pF = 0,1 uF 0,02 %
(0,1 1) uF 0,03 %
(1 +100) uF 0,05 %

f= (6 +10) kHz

0,2 pF = 0,1 uF 0,02 %
(0,1 1) uF 0,06 %

(1+10) uF 0,13 %

(10 = 100) uF 0,85 %
f= (10 + 20) kHz

10 pF =1 nF 0,2 %

(1 +100) nF 0,07 %

(0,1 1) uF 01%

(1+10) yF 03 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢é Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzji al Metoda pomiarowa
CMC i
Pojemnos¢
- kondensatory wzorcowe state f=(20 + 50) kHz S,P LMEEIiO/5, LMEEiO/14
- kondensatory regulowane (0,1 +100) nF 0,1 % LMEEiO/42
- kondensatory dekadowe (0,1 +1) uF 0,2%
- mostki (mierniki) RLC (1+10) pF 1%
- mostki (mierniki) impedancji
- multimetry f=(50 +100) kHz
- mierniki (mostki) pojemnosci (0,1 +10) nF 0,2 %
- analizatory parametréw i uszkodzen (10 + 100) nF 0,3 %
linii (0,1 +1) uF 0,6 % S
(1+10) uF 4% S, P
- multimetry cyfrowe 11uF + 11 mF 0,55 %
(11 +33) mF 0,85 %
(33 +110) mF 1,2%
- oscyloskopy 1 pF + 35 pF 2%+ 0,25 pF S,P LMEEiO/13
- skopometry 35 pF + 120 pF 2,5 % * 0,25 pF
- karty oscyloskopowe
Moc DC
- mierniki mocy DC 5mW - 10 kW 0,05 % S, P LMEEIiO/46
- obciazenia elektroniczne ‘ ‘ LMEEiO/53
Moc AC
- mierniki mocy czynnej AC 5 mW + 50 kW 0,05 % S,P LMEEiO/46
- watomierze (IPF|=0,9 +1) LMEEiO/53
0,2 % f= (50 + 500) Hz
(IPF| < 0,9) 1mV+500V
5mA+100 A
- mierniki mocy biernej AC 5 mvar + 50 kvar 0,05 %
- waromierze (IPF|=0,9 +1)
0,2 %
(IPF| < 0,9)
- mierniki mocy pozornej AC 5 mVA + 50 kVA 0,05 %
(IPF|)=0,9 +1)
0,2 %
(IPF]) < 0,9)
- mierniki mocy czynnej AC w systemie 15 mW + 150 kW 0,05 %
trojfazowym (IPF))=0,9 +1)
0,2 %
(IPF| < 0,9)
- mierniki mocy biernej AC w systemie 15 mvar + 150 kvar 0,05 %
trojfazowym (IPF))=0,9 +1)
0,2 %
(IPF]) < 0,9)
- mierniki mocy pozornej AC 15 mVA + 150 kVA 0,05 %
w systemie tréjfazowym
-analizatory jakosci energii 0 - 20 kVAr 0,2% LMEEiO/50
poziom mocy
(moc odniesienia 1 mW)
- zrédta sinusoidalnych sygnatow -50 dBm 20 Hz + 50 kHz S LMEEiO/10; LMEEiO/42
pomiarowych (generator poziomu 0,020 dB
mocy) (50 + 100) kHz
0,027 dB
wyjscie asymetryczne: -40 dBm 20 Hz + 50 kHz
-50 dBm + 40 dBm, 0,011 dB
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; (50+ 100) kHz
0,017 dB
wyjscie symetryczne: -30 dBm 20 Hz + 50 kHz
-50 dBm + 40 dBm, 0,009 dB
(100; 124; 135; 150; 600) Q; (50 + 100) kHz
0,014 dB
(-20 + 40) dBm 20 Hz + 100 kHz
0,008 dB
wyjscie asymetryczne: (-60 + 20) dBm 100 kHz + 32 MHz
-60 dBm + 20 dBm, 0,10 dB

(50; 75) Q;
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Moc AC
poziom mocy -50 dBm 20 Hz + 50 kHz S LMEEiO/11; LMEEiO/42
(moc odniesienia 1 mW) 0,021 dB
(50 + 100) kHz
- mierniki sinusoidalnych sygnatéw 0,028 dB
pomiarowych (mienik poziomu
mocy) -40 dBm 20 Hz + 50 kHz
0,013 dB
wejscie asymetryczne: (50 + 100) kHz
-50 dBm + 40 dBm, 0,018 dB
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q;
-30 dBm 20 Hz + 50 kHz
wejscie symetryczne: 0,011 dB
-50 dBm + 40 dBm, (50 + 100) kHz
(100; 124; 135; 150; 600) Q; 0,016 dB
(-20 + 40) dBm 20 Hz + 100 kHz
0,010 dB
wejscie asymetryczne: (-60 + 20) dBm 100 kHz + 32 MHz
-60 dBm + 20 dBm, 0,10 dB
(50; 75) Q;
- generatory i mierniki poziomu (-50 + 3) dBm 0,02 dB LMEEIiO/37
analizatoréw sygnatéw PCM (dla czestotliwosci
1014/1020 Hz)
Elektryczna symulacja wielkosci
- wskazniki (mierniki) temperatury S,P LMEEiO/2, LMEEiO/3
(w tym regulatory) metoda posrednia:
- symulatory temperatury (-200 + 850)°C 0,005 °C -symulacja czujnika
rezystancyjnego
(-270+ 1820)°C 0,03°C - symulacja
termoelementu
Wielkosci elektryczne w.cz.
poziom mocy 0 dBm (50 MHz) 0,031 dB S,P LMEEiO/32, LMEEiO/33
- mierniki mocy LMEEIiO/39, LMEEiO/40
- generatory w zakresie czestotliwosci LMEEiO/41, LMEEiO/43
- analizatory obwodow 10 Hz + 50 kHz LMEEIiO/44, LMEEiO/48
- analizatory widma (-40 + 30) dBm 0,020 dB
- analizatory systemow antenowych
i kablowych w zakresie czestotliwosci
- analizatory modulacji analogowych (50 + 100) kHz
- analizatory modulacji cyfrowych (-60 + 30) dBm 0,053 dB

- testery radiokomunikacyjne
- odbiorniki pomiarowe
- wzmacniacze

w zakresie czestotliwosci
100 kHz + 10 MHz
(-60 + 30) dBm
(-101 + -60) dBm
(-131 +-101) dBm

w zakresie czestotliwosci
10 MHz + 3,05 GHz
(30 + 52) dBm
(-61 + 30) dBm
(-104 + -61) dBm
(-134 + -104) dBm

w zakresie czestotliwosci
(3,05 + 6,6) GHz
(30 + 44) dBm
(-57 + 30) dBm
(-96 + -57) dBm
(-126 + -96) dBm

w zakresie czestotliwosci
(6,6 +13,2) GHz
(30 + 44) dBm
(-52 + 30) dBm
(-87 + -52) dBm
(-117 + -87) dBm

w zakresie czestotliwosci
(13,2 +19,2) GHz
(30 + 44) dBm
(-44 + 30) dBm
(-79 + -44) dBm
(-109 + -79) dBm

(0,053 + 0,0005 - |P|) dB
(0,058 + 0,0005 - |P|) dB
0,18 dB + &

0,070 dB
(0,053 + 0,0005 - |P|) dB
(0,085 + 0,0005 - |P|) dB
0,18 dB + &

0,075 dB
(0,054 + 0,0005 - |P|) dB
(0,092 + 0,0005 - |P|) dB
0,18 dB + &

0,075 dB

(0,051 + 0,0005 - |P|) dB

(0,094 + 0,0005 - |P|) dB
017 dB +5

0,080 dB
(0,054 + 0,0005 - |P|) dB
0,11+ 0,0005 - |P]) dB
0,18 dB + 38

P [dBm] — wartos¢
wielkosci zmierzona
86=0,0012x(P — N)2
N = Pmin + 30 dB
Pmin [dBm] — wartos¢
minimalna zakresu
pomiarowego
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

. . . . Niepewnos¢é Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiaro . 7 Metoda pomiarowa
P P wy pomiaru dla CMC dziat. P
Wielkosci elektryczne w.cz.
poziom mocy w zakresie czestotliwosci S,P

- mierniki mocy
- generatory
- analizatory obwodow

(19,2 + 26,5) GHz
(-34 + 30) dBm
(-72 + -34) dBm

(0,089 + 0,0005 - |P|) dB
(0,12 + 0,0005 - |P|) dB

- analizatory widma (-102 + -72) dBm 0,20 dB + &
- analizatory systemow antenowych

i kablowych w zakresie czestotliwosci
- analizatory modulacji analogowych (26,5 + 40) GHz
- analizatory modulacji cyfrowych (-60 + 20) dBm 0,14 dB
- testery radiokomunikacyjne
- odbiorniki pomiarowe
- wzmacniacze
wzgledny poziom mocy w zakresie czestotliwosci
- thumiki (9 +100) kHz
- sprzegacze (-30 + 20) dB 0,016 dB
- generatory (-50 + -30) dB 0,023 dB
- analizatory obwodow (-60 + -50) dB 0,095 dB

- analizatory widma

- analizatory systemow antenowych
i kablowych

- analizatory modulacji analogowych

- analizatory modulacji cyfrowych

- testery radiokomunikacyjne

- odbiorniki pomiarowe

- wzmacniacze

w zakresie czestotliwosci
100 kHz + 10 MHz
(-60 + 50) dB
(-101 + -60) dB
(-131 +-101) dB

w zakresie czestotliwosci
10 MHz + 3,05 GHz
(-61 + 50) dB
(-104 + -61) dB
(-134 + -104) dB

w zakresie czestotliwosci
(3,05 + 6,6) GHz

(-57 + 30) dB
(-96 dB = -57) dB
(-126 + -96) dB

w zakresie czestotliwosci
(6,6 + 13,2) GHz
(-52 + 30) dB
(-87 + -52) dB
(-117 + -87) dB

w zakresie czestotliwosci
(13,2 +19,2) GHz
(-44 + 30) dB
(-79 + -44) dB
(-109 dB + -79) dB

w zakresie czestotliwosci
(19,2 + 26,5) GHz
(-34 +30) dB
(-72 + -34) dB
(-102 + -72) dB

w zakresie czestotliwosci
(26,5 + 40,0) GHz
(-60 + 20) dB

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,13dB + 38

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,13dB + 38

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,13 dB+ 5

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,12dB + &

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,12dB + &

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,12dB + &

0,14 dB

modulacja AM - gtebokos$¢ modulacji
- generatory

- analizatory modulacji analogowych
- testery radiokomunikacyjne

- odbiorniki pomiarowe

zakres czestotliwosci
50 kHz + 10 MHz
czestotliwos¢é modulacji
20 Hz + 50 kHz
gtebokos¢é modulacji
0%+ 99 %

zakres czestotliwosci
10 MHz + 3 GHz
czestotliwos¢é modulacji
30 Hz + 200 kHz
gtebokos¢ modulacji
0%+ 99 %

zakres czestotliwosci
(3+5,2) GHz
czestotliwos¢é modulacji
30 Hz + 200 kHz
gtebokos¢ modulacji
0%+ 99 %

0,75 %

0,5%

0,8 %

LMEEiO/32, LMEEiO/33
LMEEiO/34, LMEEiO/39
LMEEiO/40, LMEEiO/41
LMEEiO/43, LMEEiO/44
LMEEiO/48
P [dBm] — wartos¢
wielkosci zmierzona
6=0,0012x(P — N)2
N = Pmin + 30 dB
Pmin [dBm] — wartos¢
minimalna zakresu
pomiarowego

LMEEiO/32, LMEEIiO/44
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015

PCA Zakres akredytacji Nr AP
. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
modulacja AM - gtebokos¢ modulaciji zakres czestotliwosci S,P LMEEiO/32, LMEEiO/44
- generatory (5,2 + 26,5) GHz
- analizatory modulacji analogowych czestotliwos¢é modulacji
- testery radiokomunikacyjne 50 Hz + 100 kHz
- odbiorniki pomiarowe gtebokos¢ modulaciji
5%+99 % 1,5 %
modulacja FM - dewiacja czestotliwosci zakres czestotliwosci S,P LMEEiO/32, LMEEiO/44
- generatory 50 kHz + 10 MHz
- analizatory modulacji analogowych czestotliwos¢é modulacji
- testery radiokomunikacyjne 10 Hz + 50 kHz
- odbiorniki pomiarowe dewiacja czestotliwosci
100 Hz + 150 kHz 0,5 %
zakres czestotliwosci
10 MHz + 5,2 GHz
czestotliwos¢é modulacji
10 Hz + 200 kHz
dewiacja czestotliwosci
100 Hz + 700 kHz 0,5 %
zakres czestotliwosci
(5,2 + 26,5) GHz
czestotliwos¢é modulacji
50 Hz + 200 kHz
dewiacja czestotliwosci
250 kHz + 400 kHz 1,0 %
modulacja ®M - dewiacja fazy Zakres czestotliwosci S,P LMEEiO/32, LMEEIiO/44
- generatory 50 kHz + 10 MHz
- analizatory modulacji analogowych czestotliwos¢é modulacji
- testery radiokomunikacyjne 10 Hz + 20 kHz
- odbiorniki pomiarowe dewiacja fazy
(0,01 + 450) rad 1,0 %
zakres czestotliwosci
10 MHz + 5,2 GHz
czestotliwos¢é modulacji
10 Hz + 100 kHz
dewiacja fazy
(0,01 + 24999) rad 1,0 %
zakres czestotliwosci
(5,2 + 26,5) GHz
czestotliwos¢é modulacji
200 Hz + 20 kHz
dewiacja fazy
(0,3 +24999) rad 1,0 %
znieksztatcenia modulacji (AM, FM, ®M) (-80 +0) dB 1dB
czestotliwosé modulacji (AM, FM,®M) 20 Hz + 200 kHz 0,06 Hz
znieksztalcenia sygnatu zakres czestotliwosci LMEEiO/44
- analizatory znieksztatcen <50 kHz 0,5dB
(50 +100) kHz 0,7dB
(100 + 300) kHz 1,5dB
btad fazy (GMSK) (0 +25)° 0,3° LMEEiO/43
- testery radiokomunikacyjne
EVM (EDGE) (0 +25) % 0,5%"
- testery radiokomunikacyjne
wspotczynnik kalibraciji 10 % + 150 % LMEEiO/33
- czujniki mocy w zakresie czestotliwosci
9 kHz + 300 MHz 0,56 %
300 MHz + 8,5 GHz 0,71 %
8,5 GHz + 12,5 GHz 0,85 %
12,5 GHz + 18,0 GHz 0,91 %
18,0 GHz + 26,5 GHz 1,7 %
wspotczynnik odbicia S11/ S22 0,0+1,0 Matryca CMC LMEEIiO/34
- mierniki czegstotliwosci 9 kHz + 50 GHz na nast. str. LMEEiO/48
- czujniki mocy
- obciazenia state (terminatory, oporniki)
- ttumiki state i regulowane
- filtry
- sprzegacze kierunkowe
- przetaczniki
- analizatory systemow antenowych
i kablowych
- odbiorniki pomiarowe
- wzmacniacze
transmisja S21/ S12 (-80 + 60) dB Matryca CMC LMEEiO/34
- thumiki state i regulowane 9 kHz + 50 GHz na nast. str. LMEEiO/48

- filtry

- sprzegacze kierunkowe

- przetaczniki

- analizatory systeméw antenowych
i kablowych

- wzmacniacze
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015

Wersja strony: B

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy po:Iinrsv;rll:?:(I:\n c M(;:ji:fe Metoda pomiarowa
Matryca CMC — 8.01 Wspotczynnik odbicia S11/ S22— modut (ztacze N 50 Q)
S11/ S22 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 300 kHz 0,0047 0,0062 0,0096 0,015
300 kHz + 10 MHz 0,0053 0,0072 0,014 0,024
10 MHz + 500 MHz 0,0073 0,0089 0,015 0,026
500 MHz + 2 GHz 0,0058 0,0075 0,013 0,021
2 GHz +10 GHz 0,0075 0,0094 0,016 0,027
10 GHz + 18 GHz 0,012 0,015 0,026 0,045

Matryca CMC — 8.01 Wspoétczynnik odbicia S11/ S22 — faza (ztacze N 50 Q)

S11/ 822 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 300 kHz 180 ° 1,8° 0,91° 0,82°

300 kHz + 10 MHz 180 ° 21° 1,3° 14°
10 MHz + 500 MHz 180 ° 26° 15° 15°
500 MHz + 2 GHz 180 ° 22° 12° 12°
2 GHz + 10 GHz 180 ° 25° 15° 15°

10 GHz + 18 GHz 180 ° 42° 24° 26°

Matryca CMC — 8.01 Wspoétczynnik odbicia S11/ S22— modut (ztacze N 75 Q)

S11/ 822 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 30 kHz 0,0063 0,0079 0,013 0,019
30 kHz + 1,3 GHz 0,0063 0,0078 0,012 0,018
1,3 GHz + 3 GHz 0,011 0,014 0,025 0,043

Matryca CMC — 8.01 Wspoétczynnik odbicia S11/ S22 — faza (ztagcze N 75 Q)

S11/ 822 0,0 0,2 0,6 1,0

9 kHz + 30 kHz 180 ° 23° 12° 1,1°

30 kHz + 1,3 GHz 180 ° 23° 12° 1,1°
1,3 GHz + 3 GHz 180 ° 39° 24° 25°

Matryca CMC — 8.01 Wspoétczynnik odbicia S11/ S22 — modut (ztacze 3,5 mm)

S11/ 822 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 10 MHz 0,012 0,014 0,022 0,036
10 MHz + 45 MHz 0,0073 0,011 0,022 0,036
45 MHz + 500 MHz 0,0073 0,0096 0,017 0,028
500 MHz + 2 GHz 0,0025 0,0037 0,0073 0,013
2 GHz + 10 GHz 0,0033 0,0049 0,0099 0,017
10 GHz + 20 GHz 0,0061 0,0081 0,014 0,023
20 GHz + 26,5 GHz 0,0096 0,013 0,021 0,033

Matryca CMC — 8.01 Wspoétczynnik odbicia S11/ S22 — faza (ztacze 3,5 mm)

S11/ 822 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 10 MHz 180 ° 4,0° 21° 21°
10 MHz + 45 MHz 180 ° 3,1° 21° 21°
45 MHz + 500 MHz 180 ° 28° 16° 16°
500 MHz + 2 GHz 180 ° 1,1° 0,70 ° 0,73 °
2 GHz + 10 GHz 180 ° 15° 0,95° 0,98 °
10 GHz + 20 GHz 180 ° 23° 14° 1,3°
20 GHz + 26,5 GHz 180 ° 35° 20° 1,9°
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy po:Iinrsv;rll:?;l:\n c M(;:ji:fe Metoda pomiarowa
Matryca CMC — 8.01 Wspétczynnik odbicia S11/ S22 — modut (ztacze 2,4 mm)
S11/ 822 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 45 MHz 0,015 0,017 0,025 0,037
45 MHz + 2 GHz 0,0042 0,0058 0,011 0,017
2 GHz + 10 GHz 0,0055 0,0076 0,015 0,024
10 GHz + 20 GHz 0,0084 0,012 0,021 0,037
20 GHz + 40 GHz 0,014 0,017 0,029 0,049
40 GHz + 50 GHz 0,013 0,017 0,030 0,051
Matryca CMC - 8.01 Wspoétczynnik odbicia S11/ S22 — faza (ztacze 2,4 mm)
S11/ 822 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 45 MHz 180 ° 4,8° 24° 2,1°
45 MHz + 2 GHz 180 ° 1,7° 0,97° 0,96 °
2 GHz + 10 GHz 180 ° 22° 14° 14°
10 GHz + 20 GHz 180 ° 32° 2,1° 2,2°
20 GHz + 40 GHz 180 ° 4,8° 28° 29°
40 GHz + 50 GHz 180 ° 80° 43° 43°
Matryca CMC - 8.01 Transmisja S21/ S12 — modut (ztacze N 50 Q)
S21/ 812 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0 dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 300 kHz 1,4 0,28 0,12 0,079 0,047 0,071 0,11 0,20
300 kHz + 10 MHz 0,74 0,22 0,12 0,079 0,047 0,071 0,11 0,20
10 MHz + 500 MHz 0,53 0,20 0,12 0,078 0,047 0,071 0,11 0,20
500 MHz + 2 GHz 0,38 0,090 0,050 0,11 0,024 0,034 0,069 0,079
2 GHz + 10 GHz 0,45 0,16 0,12 0,11 0,092 0,11 0,14 0,15
10 GHz + 18 GHz 0,51 0,22 0,18 0,17 0,16 0,16 0,20 0,21
Matryca CMC - 8.01 Transmisja S21/ S12 — faza (ztacze N 50 Q)
S21/ 812 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0 dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 300 kHz 96° 19° 0,86 ° 0,55° 0,31° 047° 0,75° 14°
300 kHz + 10 MHz 51° 14° 0,81° 0,55° 0,31° 047° 0,75° 14°
10 MHz + 500 MHz 3,7° 14° 0,80° 0,55° 0,31° 047° 0,75° 14°
500 MHz + 2 GHz 26° 0,60 ° 0,34° 0,24° 0,16 ° 0,23° 0,49° 0,57 °
2 GHz + 10 GHz 3,1° 1,1° 0,80° 0,71° 0,59° 0,67 ° 0,95° 1,1°
10 GHz + 18 GHz 34° 1,5° 1,2° 1,1° 1,1° 1,1° 14° 1,5°
Matryca CMC - 8.01 Transmisja S21/ S12 — modut (ztagcze N 75 Q)
S21/ 812 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0 dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 30 kHz 0,54 0,20 0,13 0,081 0,057 0,081 0,12 0,21
30 kHz + 1,3 GHz 0,37 0,15 0,10 0,073 0,050 0,074 0,11 0,15
1,3 GHz + 3 GHz 0,40 0,17 0,12 0,093 0,070 0,093 0,13 0,18
Matryca CMC - 8.01 Transmisja Sz1/ S12 — faza (ztacze N 75 Q)
S21/ 812 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0 dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 30 kHz 3,7° 14° 0,83° 0,54 ° 0,38° 0,54 ° 0,80° 14°
30 kHz + 1,3 GHz 2,7° 1,1° 0,68 ° 0,49° 0,33° 0,50 ° 0,69 ° 1,1°
1,3 GHz + 3 GHz 29° 12° 0,81° 0,62° 047° 0,63° 0,84° 14°
Matryca CMC - 8.01 Transmisja S21/ S12 — modut (ztacze 3,5 mm)
S21/ 812 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0 dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 10 MHz 0,75 0,24 0,14 0,098 0,066 0,099 0,14 0,19
10 MHz + 45 MHz 0,55 0,22 0,14 0,098 0,066 0,11 0,12 0,13
45 MHz + 500 MHz 0,55 0,22 0,14 0,098 0,066 0,11 0,12 0,13
500 MHz + 2 GHz 0,43 0,15 0,11 0,079 0,066 0,097 0,11 0,12
2 GHz + 10 GHz 0,46 0,17 0,13 0,11 0,092 0,12 0,13 0,14
10 GHz + 20 GHz 0,49 0,20 0,17 0,14 0,13 0,15 0,17 0,18
20 GHz + 26,5 GHz 0,52 0,23 0,20 0,17 0,16 0,19 0,20 0,21
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy po:Iizprsv;rll:?;l:\n c M(;:ji:fe Metoda pomiarowa
Matryca CMC - 8.01 Transmisja S»1/ S12 — faza (ztacze 3,5 mm)
S21/ 812 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 10 MHz 52° 16° 0,94 ° 0,68 ° 0,44 ° 0,68 ° 0,93° 1,3°
10 MHz + 45 MHz 38° 11,5° 0,93° 0,68 ° 0,44 ° 0,67 ° 0,74 ° 0,82°
45 MHz + 500 MHz 38° 15° 0,93° 0,68 ° 0,44 - 0,69° 0,76 ° 0,83°
500 MHz + 2 GHz 3,0° 0,96 ° 0,71° 0,53° 0,44 ° 0,69° 0,76 ° 0,83~
2 GHz + 10 GHz 31° 1,2° 0,86 ° 0,71° 0,61° 0,80° 0,87 ° 0,95°
10 GHz + 20 GHz 33° 1,4° 1,1° 0,94 ° 0,84° 11° 11° 12°
20 GHz + 26,5 GHz 35° 1,6° 1,3° 1,2° 1,1° 13° 14° 15°
Matryca CMC - 8.01 Transmisja S21/ S12 — modut (ztacze 2,4 mm)
S21/ 812 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 10 MHz 0,75 0,24 0,14 0,098 0,066 0,17 0,20 0,21
10 MHz + 45 MHz 0,55 0,22 0,14 0,098 0,066 0,17 0,20 0,21
45 MHz + 500 MHz 0,55 0,19 0,086 0,065 0,056 0,064 0,075 0,086
500 MHz + 2 GHz 0,41 0,12 0,079 0,066 0,052 0,083 0,095 0,11
2 GHz + 10 GHz 0,42 0,14 0,093 0,080 0,066 0,92 0,11 0,12
10 GHz + 20 GHz 0,45 0,16 0,12 0,11 0,089 0,12 0,13 0,14
20 GHz + 35 GHz 0,48 0,19 0,15 0,14 0,13 0,16 0,17 0,18
35 GHz + 44 GHz 0,71 0,22 0,16 0,14 0,13 0,17 0,18 0,19
44 GHz + 50 GHz 1,9 0,39 0,23 0,20 0,19 0,23 0,24 0,25
Matryca CMC - 8.01 Transmisja S21/ S12 — faza (ztacze 2,4 mm)
S21/ 812 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0dB 40,0dB 60,0 dB
9 kHz + 10 MHz 52° 1,6° 0,94 ° 0,68 ° 0,44 ° 1,3° 1,4° 1,3°
10 MHz + 45 MHz 38° 15° 0,93° 0,68 ° 0,44 ° 1,3° 14° 1,3°
45 MHz + 500 MHz 38° 1,3° 0,57 ° 0,43° 0,37° 042° 0,50 ° 0,57 °
500 MHz + 2 GHz 2,8° 0,79° 0,53° 0,44 ° 0,35° 0,59 ° 0,67 ° 0,74 °
2 GHz + 10 GHz 29° 0,88° 0,62° 0,53 ° 0,44 ° 0,63° 0,70 ° 0.77°
10 GHz + 20 GHz 3,0° 1,1° 0,77 ° 0,68 ° 0,59 ° 0,77 ° 0,84 ° 0,92°
20 GHz + 35 GHz 32° 1,3° 0,97 ° 0,88 ° 0,81° 1,1° 1,2° 1,3°
35 GHz + 44 GHz 4,9° 15° 1,1° 0,90 ° 0,82° 1,2° 1,3° 1,3°
44 GHz + 50 GHz 14° 2,7° 1,5° 1,3° 1,3° 1,6° 1,7° 1,7°
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢é Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzji al Metoda pomiarowa
cMC i
Czas (przedziat czasu)
- generatory przedziatlow czasu 100 ps +105s 1ns+7-10"4¢ S LMEEIiO/7, LMEEiO/9,
dla przedziatu czasu
200s<t<105s
20 ps + 1101 t
dla przedziatu czasu
t <200s
20 ps + 1-1010 ¢ P
dla przedziatu czasu
t<10°s
Pomiary okresu
1-1011 -t S Sredniego
Liczba usrednianych
1-10-10 -t P okreséw nie mniejsza
niz 10
- reflektometry swiattowodowe jedno 400ps+1s S,P LMEEiO/21
i wielomodowe 400 ps + 100 ns 4,6:10% ns
100 ns + 1 ps 4,9-10% ns
(1+10)us 7,0-10* ns
(10 + 100)us 2,8:102 ns
100 us + 1 ms 2,4-102 ns
(1+10) ms 2,310 ns
(10+ 100) ms 23 ns
100ms+1s 23 ns
- Swiatlowodowe wzorce ditugosci 400 ps + 1 ms S LMEEiO/47
drogi optycznej 400 ps + 100 ns 9,2:10* ns
- optyczne recyrkulacyjne linie 100 ns + 1us 9,8:104 ns
opobzniajace (1+10)us 14-10+ ns
(10 + 100)us 5,6:103 ns
100 us + 1 ms 5102 ns
- mierniki (testery) parametrow (10 + 5000) ms 0,02% +0,25 ms S,P LMEEiO/35
instalacji
elektrycznej
- testery wytacznik6wRCD
- mierniki przedziatu czasu 100 ps +105s S LMEEiO/16
100 ps + 100 us 1:10-11 -t
okres sygnatu sinusoidalnego | dla czasu usredniania
21s
1-10-10 -t P
dla czasu
usredniania
21s
3-1010 -t S, P
dla czasu usredniania
20,1s
0,03 ns
dla czasu usredniania
<01s
100 us + 1 ms 1-1010 ¢
okres sygnatu sinusoidalnego
1ms+10ms 1109 t
okres sygnatu sinusoidalnego
1M0ms+1s 5108t
okres sygnatu sinusoidalnego
1s+10s 1107 t
okres sygnatu sinusoidalnego
10ns+105s 1-10"1 -t S
okres sygnatu prostokatnego |dla czasu usredniania
21s Liczba usrednianych
okreséw nie mniejsza
1-10-10 -t P niz 10
dla czasu usredniania
21s
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:ji:fe Metoda pomiarowa
CMC i
Czas (przedziat czasu)
- mierniki przedziatu czasu 100 ps +105 s 1ns+7-10"4 -t S LMEEiO/16
sygnat impulsowy lub dla przedziatu czasu
prostokatny 200s<t<10°s
50 ps + 1-10-11 -t
dla przedziatu czasu
t<200s
50 ps + 1-10-10 -t P
dla przedziatu czasu
t<105s
- oscyloskopy, skopometry 909,1ps+55s 10 ps +0,3-106 S,P LMEEiO/13
- analizatory parametréow i uszkodzen 5ns + 1600 ns 10 % S LMEEiO/42
linii
czas fazowy 1ns+1s S LMEEiO/17
- mierniki btedu 1ns +100 ms 0,1 ns + 5-10-"° TIE
przedziatu czasu (TIE) (2,048 MHz)
- komparatory czasu fazowego 1ns+1s 0,1 ns +5-10-1% x x — czas fazowy

(100 kHz, 1 MHz, 2,048 MHz,
5 MHz, 10 MHz)

1ns+1s 0,5ns
(1 Hz)
- mierniki fluktuacji czasu fazowego Dla wartosci czestotliwosci
zawarte w odbiornikach fluktuacji czasu fazowego
analizatorow/testerow PDH/SDH 1 kHz (PDH) i
(wartosci miedzyszczytowe 100 kHz (SDH)
sygnatu) 2,048 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,003 UI
8,448 Mb/s 0+ 21,751 Ul 0,003 UI
34,648 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,003 UI
139,264 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,003 UI
155,520 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,03 UI

622,080 Mb/s 0 + 256 Ul
Dla wartosci czestotliwosci
fluktuacji czasu fazowego
100 Hz,1 kHz,10kHz,
100 kHz zakresow
j.w. przeptywnosci
sygnatéw
Dla wartosci czestotliwosci
fluktuacji czasu fazowego
2 Hz + 20 MHz zakresow
j.-w. przeptywnosci sygnatow

8 % w.mierz + 0,02 Ul

(0,003 + 0,03) UI

(8 % + 15 %) w. mierz

0,02 UI
- generatory fluktuacji czasu Dla wartosci czestotliwosci
fazowego zawarte w nadajnikach fluktuacji czasu fazowego1 kHz
analizatorow/testerow PDH/SDH (PDH) i100 kHz (SDH)
(wartosci miedzyszczytowe
sygnatu) 2,048 Mb/s 0+ 21,751 Ul 0,002 UI
8,448 Mb/s 0+ 21,751 Ul 0,002 UI
34,648 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,002 UI
139,264 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,002 UI
155,520 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,02 UI

622,080 Mb/s 0+ 800 Ul
Dla wartosci czestotliwosci
fluktuacji czasu fazowego
100 Hz, 1 kHz,
10 kHz, 100 kHz
zakresow j.w.
przeptywnosci
sygnatéw

Dla wartosci czestotliwosci
fluktuacji czasu fazowego
2 Hz + 20 MHz, zakresow j.w.
przeptywnosci sygnatow

5 % w.mierz + 0,07 Ul

(0,002 + 0,02) UI

(5% + 19 %) w. mierz
(0,024 + 0,2) UI

LMEEiO/30, LMEEiO/27
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla
cMC

Miejsce

dziat, Metoda pomiarowa

Czestotliwos¢

-generatory wysokostabilne,
generatorykwarcowe i bezkwarcowe
(wzorce lub generatory
czestotliwosci dziatajace w trybie
swobodnym w tym wzorce
kwarcowe, atomowe, generatory,
generatory arbitralne, generatory
funkcyjne, generatory przebiegow,
kalibratory; lub kontrolowane
sygnatem radiowym lub sygnatem
radionawigacyjnym systemu
naziemnego, jak LORAN, lub
satelitarnego, jak GPS, lub sygnatem
telekomunikacyjnym przesytanym
przewodowo)

0,001 Hz + 40 GHz

100 kHz, 1 MHz, 2,048 MHz

5 MHz, 10 MHz

Sygnat prostokatny
0,001 Hz + 3 GHz

(w zakresie 0,001 Hz + 0,1 Hz

pomiary okresu)

Sygnat sinusoidalny
10 kHz + 40 GHz

1 kHz + 10 kHz
100 Hz + 1 kHz
1 Hz +100 Hz

0,1 Hz+1Hz

5-10-14 -f
w czasie usredniania
7d

71014 -f
w czasie usredniania
1d
(pod warunkiem
jednoczesnych
zdalnych poréwnan z
panstwowym wzorcem
pomiarowym GUM)

1-10-10-f
w czasie usredniania
1d

5-10-13 -f
w czasie usredniania
1h

1-10-10 -f
w czasie usredniania
1h

1-1012 -f
w czasie usredniania
1000 s

1-10-10-f
w czasie usredniania
1000 s

1-101-f
w czasie usredniania
100 s

1-10-10-f
w czasie usredniania
100 s

1-1011 -f
w czasie usredniania
21s
1-10-10-f
w czasie usredniania
21s
1-1011 -f
w czasie usredniania
21s
1-10-10-f
w czasie usredniania
21s
1-10-10-f
1-109-f
5-108-f

1-107-f

LMEEiO/7, LMEEiO/9

S LMEEiO/32, LMEEiO/33
LMEEiO/39, LMEEiO/40
LMEEiO/41, LMEEIiO/43
LMEEiO/44

- nadajniki zawarte w
analizatorach/testerach PDH/SDH

8 kHz + 3 GHz

1-10-10-f
w czasie usredniania
21s

S LMEEiO/7, LMEEiO/27
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:j.:fe Metoda pomiarowa
cMmc 1a
Czestotliwos¢
-mierniki czestotliwosci cyfrowe 0,001 Hz + 40 GHz LMEEiO/16, LMEEIiO/31
(w tym mierniki czegstotliwosci
wbudowane np. w mierniki mocy) 0,001 Hz + 100 MHz 3-10-10-f
sygnat prostokatny w czasie usredniania S,P
201s
1-1011-f
w czasie usredniania S
21s Czas usredniania
1-10-10-f nie mniejszy niz okres
w czasie usredniania P sygnatu, ale
21s w zakresie 1 Hz +10 Hz
10 kHz + 40 GHz 1-10"1-f > liczba usrednianych
sygnat sinusoidalny w czasie usredniania S okreséw nie mniejsza
21s niz 10
1-10-10-f
w czasie usredniania P
z21s
3-10-10-f
w czasie usredniania S,P
20,1s
1 kHz + 10 kHz 1:10-10-f S, P
sygnat sinusoidalny
100 Hz + 1 kHz 1-10°-f
sygnat sinusoidalny
1 Hz + 100 Hz 5-108-f
sygnat sinusoidalny
0,1 Hz + 1 Hz 1-107-f
sygnat sinusoidalny
- mierniki czegstotliwosci cyfrowe LMEEiO/2
stanowiace czes¢ sktadowa innych 0,1 Hz + 10 MHz 0,6:A4 A1- rozdzielczos¢
przyrzadéw pomiarowych ale nie lepiej niz odczytu wzorcowa-
np. miernikéw uniwersalnych 0,001 % nego przyrzadu
dla sygnatu
prostokatnego
- komparatory czestotliwosci 1012+ 107 Hz/Hz S LMEEiO/18
(wzgledne odchylenie
czestotliwosci) 1012+ 107 Hz/Hz 1-10-13 Hz/Hz
(100 kHz, 1 MHz, w czasie usredniania
2,048 MHz, 5 MHz, 21d
10 MHz)
10-1%: 107 Hz/Hz 2:10-'2 Hz/Hz
(0,1 Hz + 1,2 GHz) w czasie usredniania
1000 s
110" Hz/Hz
w czasie usredniania
10s
5-10-"" Hz/Hz
w czasie usredniania
1s
- oscyloskopy 100 Hz + 10 kHz 0,4-10¢ f S,P LMEEiO/13
(wewnetrzne zrédta odniesienia AC)
- zrédta sinusoidalnych sygnatow 10 Hz + 100 Hz 5-106-f S LMEEiO/10, LMEEiO/42
pomiarowych (generatory) 100 Hz + 100 MHz 5-108-f
- mierniki sinusoidalnych sygnatéw 10 Hz + 50 MHz 0,6:A2 LMEEiO/11, LMEEiO/42
pomiarowych (mierniki) Az- rozdzielczos¢
odczytu wzorcowanego
przyrzadu (wyswietlacz
max 6 cyfr)
- kalibratory 10 Hz + 10 MHz 0,001 % S,P LMEEIiO/3, LMEEIO/5,
- mierniki (mostki) RLC
- mierniki (mostki) impedancji
- zrédta promieniowania optycznego 1Hz+2,5GHz LMEEiO/22
(modulowane i niemodulowane)
-zestawy do pomiaru ttumiennosci 1Hz +10 Hz 2,3-107 Hz
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Czestotliwos¢
- mierniki ttumiennosci odbicia 10 Hz + 100 Hz 2,310 Hz S, P LMEEIiO/26
100 Hz + 1 kHz 2,3-10"5Hz
1 kHz + 10 kHz 2,3-10%4 Hz
10 kHz + 100 kHz 2,4-103 Hz
100 kHz + 10 MHz 7,0-10""Hz
10 MHz + 100 MHz 49 Hz
100 MHz + 1 GHz 46-102Hz
1 GHz + 2,5 GHz 46-104Hz

- mierniki i generatory czestotliwosci 20 Hz + 100 Hz 2,5-105-f S LMEEiO/37

analizatoréw sygnatéow PCM 100 Hz + 3403 Hz 5-106-f
(dla poziomu -10 dBm)

- generatory czestotliwosci 1,544 MHz + 2,488 GHz 1-108-f LMEEiO/27, LMEEiO/37
analizatoréw sygnatéow PCM badanie przeptywnosci
PDH/SDH

- generatory czestotliwosci 64 kHz + 2048 kHz 1-108-f S,P LMEEIiO/38
w analizatorach sygnatow dla badanie przeptywnosci
transmisji danych

- analizatory widma 9 kHz + 40 GHz 2-10-10-f LMEEiO/39

- analizatory obwodéw w czasie usredniania LMEEiO/40

- analizatory systemow 1s LMEEiO/41

antenowych i kablowych LMEEiO/43

- odbiorniki pomiarowe 4-10-11-f LMEEiO/44

w czasie usredniania
0,1s

- analizatory parametréow i uszkodzen 20 kHz + 1200 kHz 0,001 % S LMEEiO/42
linii

wahania czestotliwosci 45 Hz + 55 Hz 0,2 % S, P LMEEIiO/50
- analizator jakosci energii

elektrycznej

Wilgotnos¢ wzgledna

- higrometry (25 + 95) %rh 0,9 %rh S, P LMEEIiO/54, LMEEiO/55

- termohigrometry w zakresie temperatur

(10 +20) °C
(10 + 95) %rh 1,0 %rh
w zakresie temperatur
(20 + 40) °C
(10 + 90) %rh 1,1 %rh
w zakresie temperatur
(40 + 60) °C
(10 + 50) %rh 1,6 %rh S
w zakresie temperatur
(60 + 80) °C
- komory klimatyczne (10 + 95) %rh 2,6 %rh S,P
w zakresie temperatur
(10 +20) °C
(10 + 95) %rh 2,6 %rh
w zakresie temperatur
(20 + 40) °C
(10 + 95) %rh 2,7 %rh
w zakresie temperatur
(40 + 60) °C
(10 + 50) %rh 2,7 %rh
w zakresie temperatur
(60 + 80) °C

Wielkosci optoelektroniczne

moc (poziom mocy) Poziom mocy optycznej: S,P LMEEiO/21, LMEEiO/22,

promieniowania optycznego LMEEiO/24, LMEEiO/26,

- mierniki mocy (poziomu mocy) 100 pW = 150 uW 1,26 % LMEEIO/ 27 LMEEiO/29,
promieniowania optycznego (-70 + -8) dBm (0,054 dB) LMEEIiO/36

- zestawy do pomiaru ttumiennosci ditugos¢ fali (850; 1260+1360;

- analizatory widma promieniowania 1480+:1680) nm
optycznego

- mierniki dlugosci fali Liniowos¢:

- reflektometry optyczne jedno
i wielomodowe 100 pW + 1 mW 0,15%

- mierniki ttumiennosci odbicia (-70 + 0 dBm) (0,007 dB)

(reflektancji) ditugos¢ fali (850; 1260+1360;

- zZrédta promieniowania optycznego 1480+1680) nm

modulowane i niemodulowane
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
Niepewnos¢ Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzji al Metoda pomiarowa
CMC i
Wielkosci optoelektroniczne
- zestawy do pomiaru ttumiennosci 100 pW + 500 mW S, P LMEEIiO/21, LMEEiO/22
- mierniki ttumiennosci odbicia (-70 + 25) dBm LMEEiO/24, LMEEiO/26,
(reflektanciji) LMEEiO/27
- reflektometry optyczne jedno i dtugos¢ fali (350 + 400) nm 7%
wielomodowe (0,3 dB)
- nadajniki zawarte w analizatorach/
testerach PDH/SDH dtugosé fali (450 + 1700) nm 4,0 % S
(0,17 dB)
dlugos¢ optyczna swiattowodu S,P LMEEiO/21
- reflektometry optyczne dtugosci fali 1310 nm 0,3m
jednomodowe dlugos¢ swiattowodu do 25 km
dtugosci fali 1383 nm 0,3m
dlugos¢ swiattowodu do 25 km
diugosci fali 1490 nm 0,3 m
dlugos¢ swiattowodu do 25 km
dtugosci fali 1550 nm 0,3m
dlugos¢ swiattowodu do 25 km
dtugosci fali 1625 nm 0,3m
dlugos¢ swiattowodu do 25 km
dtugosci fali 1650 nm 0,3m
dlugos¢ swiattowodu do 25 km
- reflektometry optyczne dtugosci fali 850 nm 1,4m
wielomodowe dlugos¢ swiattowodu do 5 km
dtugosci fali 1300 nm 0,4m
dlugos¢ swiattowodu do 5 km
dlugos¢ drogi optycznej S LMEEiO/47
- Swiatlowodowe wzorce dtugosci (0 + 50) km 0,15 m
drogi optycznej
tlumiennos¢é S, P LMEEiO/23
- thumiki optyczne, sprzegacze 0+70dB 0,9 %
optyczne, przetaczniki optyczne i dlugosc fali: (0,039 dB)
inne obiekty optoelektroniczne (850; 1260+1360;
Swiattowodowe 1480:1680) nm
ttumiennos¢ jednostkowa LMEEiO/21
- reflektometry optyczne (0,330 + 0,004) dB/km 0,008 dB/km
jednomodowe dtugosé fali 1310 nm
(0,190 * 0,004) dB/km 0,008 dB/km
dtugos¢ fali 1550 nm
- reflektometry optyczne (2,642 £ 0,076) dB/km 0,053 dB/km
wielomodowe dtugosé fali 850 nm
(0,489 * 0,028) dB/km 0,021 dB/km
dtugosé fali 1300 nm
- reflektometry optyczne liniowos¢ skali ttumiennosci 0,01 dB
jednomodowe i wielomodowe odchylenie skali ttumiennosci 0,02 dB/dB
ttumiennos¢ odbicia (reflektancja) dlugosc fali:
(850, 1300, 1310, 1550) nm
- mierniki ttumiennosci odbicia 3,5dB + 50 dB 0,32dB LMEEIiO/26
(reflektancii) 50 dB + 65 dB 0,66 dB
- obiekty optoelektroniczne 5dB + 50 dB 0,38 dB
swiatlowodowe 50 dB + 68 dB 0,48 dB LMEEIiO/25
- reflektometry optyczne 5dB+70dB 1dB LMEEiO/21
jednomodowe
ttumiennos¢ zalezna od polaryzacji LMEEiO/21, LMEEiO/26,
(PDL), zaleznos¢ polaryzacyjna LMEEiO/29, LMEEiO/36,
wskazan mocy
-mierniki ttumiennosci odbicia 0dB -+ 62dB 0,23 %
(reflektanc;ji) dtugosc fali (1250 + 1600) nm (0,01 dB)
- analizatory widma promieniowania
optycznego
- mierniki dlugosci fali
- ttumiki optyczne, sprzegacze
optyczne przelaczniki optyczne i
inne obiekty optoelektroniczne
Swiattowodowe

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Wielkosci optoelektroniczne
dlugos¢ fali promieniowania S,P LMEEiO/21, LMEEIO 22,
optycznego LMEEIiO/26, LMEEiO/27,
- zZrédta promieniowania optycznego 350 nm + 700 nm 0,5 nm LMEEiO/29, LMEEiO/36
modulowane i niemodulowane 700 nm + 1700 nm 0,2 pm
- reflektometry optyczne 1700 nm + 1750 nm 0,5nm
jednomodowe i wielomodowe
- mierniki ttumiennosci odbicia S,P
(reflektancji)
- zestawy do pomiaru ttumiennosci
- nadajniki optyczne zawarte w
analizatorach /testerach PDH/SDH S
- analizatory widma promieniowania 1510 nm + 1540 nm 0,3 pm S,P
optycznego 1255 nm + 1351 nm 0,3 pm
- mierniki dtugosci fali 1310 nm 0,3 pm
1495 nm + 1640 nm 0,3 pm
1532,8279 nm 0,2 pm
1532,8329 nm 0,2 pm
1532,8304 nm 0,3 pm
wspotczynnik ttumienia prazkow (1+70)dB 0,49 dB LMEEiO/21, LMEEiO/22,
bocznych (SMSR) diugosci fali (350 + 1750) nm LMEEiO/26, LMEEiO/27
- zZrédta promieniowania optycznego
modulowane i niemodulowane
- reflektometry optyczne
jednomodowe i wielomodowe
- mierniki ttumiennosci odbicia
(reflektanciji)
- zestawy do pomiaru ttumiennosci
- nadajniki optyczne zawarte w
analizatorach /testerach PDH/SDH
Cisnienie
- ciSnieniomierze sprezynowe (0+0,1) MPa 0,00009 MPa S,P LMEEIiO/56
- ciSnieniomierze elektroniczne (0,1+ 1) MPa 0,0006 MPa
(1+60) MPa 0,03 MPa
Temperatura (termometria elektryczna)
- czujniki termoelektryczne, -90 °C + 250 °C 0,5°C S LMEEIiO/51
z metali szlachetnych
I nieszlachetnych
- czujniki termometréw -90°C+ -50°C 0,09°C
rezystancyjnych -50 °C + -30°C 0,06 °C
-30°C +50°C 0,02°C
50 °C + 250 °C 0,04 °C
- termometry elektryczne -90 °C =+ -50 °C 0,15°C S,P
(w tym z rejestracja temperatury) -50 °C + -30°C 0,10°C
-30°C + 140 °C 0,10°C
-30°C +50°C 0,02°C S
50 °C + 250 °C 0,04°C
- piece -90 °C + 400 °C 0,7°C S,P LMEEiO/52
400 °C + 1084 °C 1,0°C
- termostaty cieczowe -30°C + 250 °C 0,06 °C S,P
- komory termostatyczne -70°C + -50°C 0,3°C?
i klimatyczne -50°C + 180 °C 0,2 °C?

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi

Wersja strony: A

niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie

rozszerzenia ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i

dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci

mierzonej. W pozostatych przypadkach

niepewnos¢ pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;j.
Y Wartos$é niepewnosci pomiaru dla CMC dotyczy pojedynczego punktu pomiarowego w przestrzeni

urzadzenia.
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Zakres akredytacji Nr AP 015

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 015

Status zmian: wersja - B

Numer strony Aktualna wersja strony | Zastepuje wersje strony Data zmiany
10 B A 21.12.2020 r.
11 B A 21.12.2020 r.
12 B A 21.12.2020 r.
13 B A 21.12.2020 r.
14 B A 21.12.2020 r.
15 B A 21.12.2020 r.

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
HOLOGRAV DZIALU AKREDYTACJI WZORCOWAN
—

ELZBIETA GRUDNIEWICZ
dnia: 21.12.2020 r.
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